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Defektoskop vltradiwiekowy

. Udzielono patentu z moca od dnia 4 maja 1954 r.

Przedmiotem wynalazkuAjest defektoskop' ultra-
dzwigkowy tj. urzadzenie przeznaczone do badania
wewnetrznych wad materialowych przy uzyciu

_ fal ultradzwigkowych.

W dotychczas znanych urzadzeniach tego ro-
dzaju stosuje si¢ impulsy fal ultradzwiekowych,
wysylane i odbierane przez dwa niezalezne lub
jeden wspdlny przetwornik ultradzwigkowy. Przy
pracy na wsp(’)lny' przetwornik ultradzwigekowy
odbidr sygnatéw jest niemozliwy w czasie odpo-
wiadajgcym co najmniej tzw. czasowi generowania
impulsu nadawczego. Stad wynika niemozliwosé
badania przedmiotéw o bardzo matej grubosci.
Dlatego tez przedmicty o bardzo malej grubosci

" bada sie przy uzyciu defektoskopu o niezaleznych
‘przetwornikach nadawczym i odbiorczym.

Stosowane' obecnie defektoskopy za pomoca
daja sie

*) Wlasciciel patentu os$wiadczyt, ze tworca
wynalazku jest inz. mgr Leszek Filipczynski.

przetacza¢ na dwa oddzielne lub jeden wspolny
przetwornik. Stosowanie przelacznika nie elimi-
nuje jednak catkowicie sprzezen elektrycznych,
ktéore powstaja miedzy ukladem nadajnika i od-
bicrnika o bardzo duzej zazwyczaj czulosci. W re-
zultacie dokonYwanie badania nawet za pomoca
dwoéch niezaleznych przetwornikéw nie pozwala na
odbiér sygnaléw lezacych brdzo blisko sond,
Niedogodnosci te usuwa defektoskop ultra-
dzwiekowy wedlug wynalazku, przez zastosowa-
nie zamiast wspomnianego przelacznika, dwoéch
kabli koncentryczxiych, jezeli praca odbywa sig
na dwa przetworniki lub tez przez zastosowanie
jednego kabla koncentrycznego, rozgatezionego
w pewnym miejscu na dwa koncentryczne zakon-
czenia, dopasowane do gniazd nadajnika i odbior-

. nika — jesli praca odbywa sie na jeden wspé]ny

przetwornik.

Jezeli odbiornik jest nalezycie odekranowany
od nadajnika, uzyskuje si¢ w pierwszym z wy-
mienionych przypadkéw wszystkie zalety pracy



z dwoma przetwornkami, w drugim za$ przypad- .

ku — wszystkie zalety pracy z jednym przetwor-
nikiem.

Jezeli odbiornik &efektoskopu ultradiwiekowego
jest odbiornikiem z wielorezonansowym wzmac-
niaczem wielkiej czestotliwosci, woéwczas w mysl
wynalazku migdzy stopniami tego wzmacniacza
stostje si¢ po jednym obwodzie rOwnolegtym LC,
z ktérych kazdy jest nastrojony na ‘og6l na rézne
czestotliwosci. Pozwala to na uzyskanie pozada-

nej charakterystyki odbiornika, zapewniajacej
odbiér sygnaléw na pozadanych czestotliwo-
$ciach.

Nalezy zaznaczy¢, Ze jeieii defektoskop pracuje
na jeden wspdlny przetwornik, to wykazuje on tg
wade, ze po odbiorze silniejszego sygnalu naste-
puje pewien okres znieczulenia, polegajacy na
zmn'ejszeniu jego czulosci. Jedna z przyczyn tego
zjawiska jest detekcja siatkowa i detekcja kato-
dowa, w stopniach wielkiej i posredniej czestotli-

- wosci, ktore wystepuja przy duzych sygnatach
oraz chwilowych zmianach napiecia na siatkach
ekranujacych lamp wzmacniacza.

Wspomniang detekcje siatkowa eliminuje sig
wedlug wyha]azku przez wlaczenie miedzy siatka
sterujacq lampy i ziemia, cewki polgczonej galwa-
nicznie z tgq siatka i z ziemia, natomiast detekcje
katodowq usuwa si¢ w mys$l wynalazku, przez nie-
stoscwanie kondensatorbw w katodach lamp
wzmacniacza,
sprzezenie zwrotne.

Jezeli chodzi o wspomniane chwilowe zmiany

napiecia na siatkach ekranujacych lamp wzmac-
* niacza, to w mysl wynalazku unika sig ich przez
zastosowanie w obwodzie pradu ekranu konden-
satcra blokujacego oraz oporu o takich warto-
Sciach, aby stala czasu kilkakrotnie przewyzszata
szeroko$¢ impulsu wielkiej czestotliwosci,

Analogiczne zjawisko detekcji siatkowej wyste-
puje takze i w stophiu wzmacniacza wizyjnego,

ktéry jest sprzezony oporowo-pojemnosciowo ze
stopniem detekcji. Usunigcie tej niedogodnosci

osigga sie¢ w mys$l wynaiazku, przez galwaniczne

sprzezenie siatki sterujacej wzmacniacza wizyj-
nego z oporem detekcyjnym.
W przypadku stosowania wspflnego przetwor-
nika nadawczo-odbiorczego nalezy dazy¢ do szyb-
- kiego stlumienia jego wlasnych drgan. Osiaga sie
to w mysl wynalazku, przez zastosowanie prze-
twornika o czestotliwosci rezonansowej, wiekszej
od najwiekszej czestotliwosci pracy, wéwczas bo-
wiem drgania wtlasne przetwornika nie zbstajq
odbierane przez aparature.

5. Defektoskop wedlug zastrz. 1,

wskutek czego powstaje ujemne

Mozna uzyskaé¢ jeszcze i dodatkowe stlumienia“
przez obcigzenie tylnej strony wspomnianego
przetwornika materialem ttumigcym ultradzwieki.
W tym przypadku jezeli czestotliwos¢ rezonanso-
wa lezy nawet w zakresie pracy odbiornika, drga-
nia wlasne przetwornika s szybciej wytlumiane
na wyzszej czestotliwosci. '

Zastrzezenia patentowe

1. Defektoskop ultradzwiekowy,- znamienny tym,
‘Ze posiada kabel, zakonczony z jednej strony
przetwornikiem, a z drugiej strony rozgale-
ziony na dwa zakonczenia, przy czym odbior-
nik defektoskcpu jest elektrycznie ekzamo-
wany od jego nadajnika.

2. Defektoskop wedlug =zastrz, 1, znamienny
tym, ze jego odbiornik posiada miedzy sto- -
pniami po jednym ocbwodzie réwnolegtym,
z ktérych Razdy jest nastrojony tak, iz od-
biornik odbiera sygnaty na pozadanych cze-
stotliwosciach. ‘

3. Defektoskop wedlug zastrz. 1, znamienny tym,
ze jego odbiornik posiada w jednym lub wie-
cej stopniach cewki, polaczone galwanicznie
z siatka sterujgca lamp i z ziemia.

4. Defektoskop wedlug zastrz. 1 i 3, znamienny
tym, Ze posiada w jednym lub wigcej stop-
niach katode bez kondensatora.

znamienny
tym, ze jego odbiornik posiada w ekranach
opory i kondensatory o takiej wartosci, iz ich
stala czasu jest wigksza niz szeroko$¢ impulsu
wielkiej czestotliwosci.

6. Défektoskop wedlug zastrz. 1—5, znamiennv
tym, ze miedzy wejsciem wzmacniacza wizyj-
nego i stopniem detekcji jego odbiornika za-
stosowane jest sprze¢zenie galwaniczne'.

7. Defektoskop wedtug zastrz. 1, znamienny tym,
ze przetwornik posiada czestotliwos¢ wiek-
sza od czestotliwosci, na ktdérej pracuje.

8. Defektoskop wedlug zastrz. 1 i 7, znamienny
tym, ze tylna powierzchnia przetwornika jest
obcigzona materialem tlumigcym ultradzwieki.

9. Defektoskop wedlug zastrz. 1 i 7, znamienny
tym, ze przetwornik posiada czestotliwo$é re-
zonansowq wiekszg od najwiekszej czgstotli-
wosci pracy odbiornika. ‘

10." Defektoskop wedlug zastrz. 1 i 9, znamienny-
tym ze powierzchnia tylna przetwornika jest
obcigzona materialem tlumigcym ultradzwieki.

Poli‘technika Warszawska
(Zaktad Elektroakustyki)

Zastepca: Kolegium Rzecznikéw Patentowych.
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